
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1) Descrivere	  le	  principali	  differenze	  tra	  un	  microscopio	  elettronico	  a	  trasmissione	  (TEM)	  e	  un	  
microscopio	  elettronico	  a	  scansione.	  

	  
	  
	  

2) Descrivere	   similitudini	   e	   differenze	   tra	   EDX	   (Energy-‐Dispersive	   X-‐ray	   spectroscopy)	   e	   XRF	  
(X-‐Ray	  Fluorescence)	  

	  
	  
	  

3) Quali	   sono	   i	   principali	   tipi	   di	   aberrazione	   in	   microscopia	   elettronica	   e	   che	   problemi	  
comportano	  nelle	  diverse	  tecniche?	  
	  
	  
	  

4) Descrivere	   i	   principali	   (almeno	   3)	   misuratori	   di	   vuoto,	   specificandone	   i	   principi	   di	  
funzionamento	  e	  l’intervallo	  operativo.	  
	  
	  
	  

5) Illustrare	   la	   spettroscopia	   Raman	   e	   illustrarne	   vantaggi	   e	   limitazioni	   rispetto	   ad	   altre	  
tecniche	  spettroscopiche	  conosciute.	  
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